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Hochauflésende analytische Verfahren sind fur die Entwicklung und Einftihrung
neuer Nano- und Dinnschichttechnologien und fur die Integration neuartiger
Materialien in High-Tech-Produkte entscheidend. Eine umfassende Material-
analytik ist zum Prozessmonitoring in der Fertigung von Systemen und Bau-
elementen sowie im Labor zur Entwicklung neuer Werkstoffe und Technologien
erforderlich. Daher werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auch auf
neue analytische Verfahren zur Untersuchung von diinnen Schichten sowie von
Mikro- und Nanostrukturen gerichtet. Applikations-spezifische Entwicklungen
zeigen haufig, dass die Kombination mehrerer Analytik-Methoden notwendig
bzw. sinnvoll ist, um die Entwicklung und Kontrolle von Prozessen in der Nano-
technologie bzw. die Sicherung von Performance und Zuverlassigkeit neuer
Produkte zu gewadhrleisten. Die digitale Transformation in der Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik erfordert und erméglicht in zunehmendem MaBe
den Einsatz von Algorithmen der Kunstlichen Intelligenz, insbesondere bei neu-
en Plattformen, Standards und Technologien fur Datenverarbeitung, -austausch
und -analyse. Als eine Konsequenz werden zukiinftige Aufgaben der Wissen-
schaftler und Ingenieure neben der Entwicklung und Anwendung neuer Metho-
den zur Materialcharakterisierung auch verstarkt in der Erhebung und Interpre-
tation von Daten liegen.

Ausgehend von kurzen Einfihrungen zur Materialanalytik und zur Kunstlichen
Intelligenz werden in dieser Fortbildung wesentliche Verfahren zur Charakteri-
sierung von dunnen Schichten, von Nanostrukturen und von Nanoteilchen
erldutert. Dabei werden neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung vor-
gestellt und erortert sowie applikationsspezifische Losungen aus Mikroelektro-
nik, Energietechnik und Leichtbau demonstriert. Das Potenzial der Anwendung
von Algorithmen des maschinellen Lernens in Mikroskopie, Spektroskopie und
bei der Gewinnung von Daten, die die Struktur, Morphologie und die Eigen-
schaften von Materialien beschreiben, wird von Referenten, die sowohl aus
Forschung und Lehre als auch aus der industriellen Praxis kommen, aufgezeigt.

Die Fortbildung wendet sich gleichermaBen an Wissenschaftler, Ingenieure und
Techniker in der Industrie, die in der Fertigung, Prozess- und Qualitatskontrolle
sowie F&E tatig sind, aber auch an Mitarbeiter aus Forschungsinstituten und
Hochschulangehorige, die sich mit neuen Verfahren der Materialcharakterisie-
rung und dem potenziellen Einsatz der Kinstlichen Intelligenz in diesem Gebiet
vertraut machen wollen.
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Montag

20. Mai 2019

9:00 E. Zschech
BegriiBung und Einfiihrung
Materialanalytik im Labor und Prozessmonitoring

09:30 M. Kraatz
Kiinstliche Intelligenz in der Daten- und Bildanalytik
- Konzepte, Begriffe, Methoden
- Anwendungen in Wissenschaft und Technik
- Herausforderungen und Ausblick

10:30 Kaffeepause

11:00 K. Kozak
Zusatzliche Erkenntnisse durch Verkniipfen von Daten in
Werkstoffwissenschaft und -technik
- Quellen fur Daten, Materials Data Space
- Infrastruktur fur Analytics: Digitale Realitat
- Datenanalyse: Metastudien, maschinelles Lernen
und Deep Learning

12:00 Mittagspause

13:00 H. Heuer
Materialcharakterisierung mit Wirbelstrom- und
Ultraschall
- Charakterisierung von Faserverbundwerkstoffen
- Uberwachung der Vernetzungsreaktion polymerer Werkstoffe
- Anwendungen in der Batterietechnik

14:00 J.-U. Schmidt | J. Heber
Lichtoptische Verfahren zur Diinnschichtanalytik
- Ellipsometrie
- Weisslichtinterferometrie
- Anwendungen fur photonische Mikrosysteme

15:00 Kaffeepause

15:30 A. Potthoff
Chemische und physikalische Charakterisierung von
Nanopartikeln
- Dispergierung von Nanomaterialien (Aggregation, Agglomeration)
- PartikelgroBenanalytik in Suspensionen — on-line und off-line
- Chemische Charakterisierung von Partikeloberflachen

16:30 Laborbesichtigung
17:30 Ende des ersten Fortbildungstages

19:30 Gemeinsames Abendessen

DGM - Netzwerk Vernetzen Sie sich mit

— Experten aus Wissenschaft
DGM- un% Technik

Fach-

ausschiisse Weitere Informationen unter:

www.dgm.de/fachausschuesse

Dienstag

21. Mai 2019

9:00 E. Zschech
Mikroskopie und Tomographie
- Mikroskopie in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
- 3D Charakterisierung von Materialien und Strukturen
- Anwendungen: 3D-Geftigeanalytik, Defektlokalisierung
und -analytik

10:00 E. Zschech | K. Kutukova
Hochaufgeldste zerstérungsfreie 3D-Abbildung -
Rontgenmikroskopie und -tomographie
- Rontgenmikroskopie im sub-100nm-Bereich
- Physikalische Fehleranalyse in der Mikroelektronik
- in-situ Untersuchungen: Anwendung in Leichtbau,
Energietechnik, Biologie

10:30 Kaffeepause

11:00 E. Langer

Abbildung und Elementanalyse - Rasterelektronen-

mikroskopie, Focused lon Beam-Technik und

Transmissionselektronenmikroskopie

- Einfuhrung in die Methoden der REM, FIB und TEM sowie
EDX und EBSD

- Anwendung im industriellen Einsatz: Prozesskontrolle und
physikalische Fehleranalyse

- Herausforderungen und Grenzen der Methoden

12:00 Mittagspause

13:00 E. Zschech | E. Topal

Kiinstliche Intelligenz in Mikroskopie und Tomographie

- Methoden der kunstlichen Intelligenz fur Mikroskopie und
Tomographie

- Anwendungen in der Mikroskopie und Tomographie:
Artefakt-Unterdrtickung, Rauschunterdriickung und
Mustererkennung

- Herausforderungen und Zukunftsaussichten

14:00 C. V. Barbosa
From Structured Queries to Data Mining: Anwendung
moderner Datenbank-technologien in der experimen-
tellen Forschung
- Flexible Datenstrukturen fur Materialien
- Neue Tools zur Extraktion von Patterns aus experimentellen

Spektroskopie-Daten

- Lernen aus der Interaktion mit Anwendern

15:00 Kaffeepause

15:30 A. Clausner

Anwendung von neuronalen Netzen zur erweiterten

mechanischen Materialcharakterisierung mittels

Nanoindentation

- EinfUhrung in die Nanoindentation

- Mathematische Limitierungen in der Datenanalyse von
Nanoindenationsdaten

- Nutzung neuronaler Netze zur Erweiterung der Mdglich-
keiten in der Bestimmung von Materialparametern mittels
Nanoindentation

16:30 E. Zschech
Abschlussbesprechung

17:00 Ende der Fortbildung



